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Okreslenie zakresu efektywnego wykorzystania nowych materialéw jest zwiazane z rozwojem i dos-
konaleniem perspektywicznych szybkosciowych metod analizy struktury wiasnosci kwarcowych zel-
szkiel (KZSz). Metody badania oparte na rejestracji i analizie elektrofizycznych parametrow zel-szkiel
odznaczajg si¢ duzg informacyjnoscia, wygoda rejestracji i kodowania uzyskanych wynikéw. Niosg one
infomacj¢ o skladzie, budowie i procesach przebiegajacych tak na mikro-, jak i na makropoziomach.
Analiza istniejacych danych literackich [1, 2] wskazata, ze takie parametry elektrofizyczne, jak przeni-
kalnos¢ dielektryczna (€), whasciwa przewodno$¢ elektryczna (x) i tangens kata strat dielektrycznych
(tgd) istotnie zalezg od zmiany wewngtrznej struktury kwarcowych zel-szkiel i mogg stuzy¢ kryterium
ich jakosci. Pozwala to wykorzysta¢ parametry elektrofizyczne nie tylko do badania struktury i whas-
nosci kwarcowych zel-szkiel, lecz i do kontroli skladow optymalnych, przy ktérych zapewnia si¢ mak-
symalng zdolnos$¢ roboczg danego materialu w toku wykorzystywania go w odpowiednich urzadzeniach
technicznych. Z tego punktu widzenia wydaje si¢ wazne badanie struktury i wlasnosci danych materia
tow wedlug parametréw elektrofizycznych.

Prébki zelowego szkla kwarcowego, do ktorego wprowadzono Ce, byly otrzymane wedtug zol-zel
procesu wlaczajacego nastepujace etapy: hydrolize czteoetylortokrzemianu (CzEOK) w ukiadzie trojsklad-
nikowym CzEOK: H,O: HCI do otrzymania zolu (strosunek molowy skladnikow 1: 16: 0,001); dodanic
do zolu krzemionki drobnodyspersyjnej (aerosita A-175), wprowadzenie chlorku ceru siedmiowodnego
w postaci soli twardej; neutralizacja zol-koloidalnego uktadu do pH = 5,5 — 6,5 przez wprowadzenie
zasady organicznej; zZelatynizacja; suszenie zelow; spiekanie kserozelow w piecu muflowym na powiet-
rzu wedlug programu z wytrzymaniem przy maksymalnej temperatutze 1150-1200°C w ciagu 1,5-2 go-
dzin.

Do badania parametrow clektrofizycznych przygotowano serie probek zel-szkiel o koncentracji ceiu 0
0,25; 1,0; 3,0; 5,0%. Prébki do pomiaréw stanowily tarcze o srednicy 40 mm o plasko-rownoleglych dok-
tadnie polerowanych powierzchniach. Do kontroli parametrow elektrofizycznych KZSz opracowano me-
todyke, w ktorej za podstawe wzigto oddzielny pomiar pojemnosci (C,), przewodnosci (G,) i tangensa k-
ta strat dielektrycznych (tgd) kondensatora pomiarowego z KZSz. Przetwornik pierwotny jest wykonany
na podstawie mikrometru, w ktorym odleglos¢ migdzy elektrodami tarczowymi reguluje si¢ przy pomocy
$ruby od 0 do 0,008 m. Elektrody tarcz s3 wykonane z dokladnie wypolerowanej stali nierdzewnej. Powie-
rzchnia tarcz wynosi 7,06-104 m2. Jako przektadki izolacyjne wykorzystano policzterofluoroetylen. Dok-
fadnos¢ pomiaru grubosci probek KZSz bezposrednio w czujniku wynosi 0,01 mm.

Podstawg urzadzenia pomiarowego jest przetwornik pierwotny pracujgcy wspolnie z wtornym
miernikami impedancji, pozwalajacy jednoczesnie odczytywac z tablicy cyfrowej przyrzadow wartosci
C,, G, i tgd KZSz. Dokltadnos¢ pomiaru €, i tgd probek KZSz wynosi * 0,1%. Wplyw zjawisk "paso-
zytmc7ych" na wyniki pomiaréw parametréw elektrofizycznych KZSz eliminowano w drodze korekc;i
pojemnosciowej 1 czynnej skladowych impedancji. Okreslane parametry elektrofizyczne probek KZSz:
przenikalnos¢ dielektryczna, wlasciwa przewodnos¢ elekiryczna, tangens kata strat dielcktrycznych.
Zakres czestotliwosci: 102 +108 Hz.
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